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Kurzfassung

Es wird ein neuartiges berUhrungsloses und ortsauflosendes Inspektionsverfahren fir
grol3flachig aufgebrachte planare elektronische Funktionseinheiten préasentiert. Das
Verfahren beruht auf kapazitiver Kopplung und eignet sich in idealer Weise zur
Inspektion der unterschiedlichen Funktionseinheiten (Leiterbahnen, Transistoren,
Pixelelektroden, etc.) von Flat-Panel-Displays, E-Book-Readern sowie gedruckten
Sensoren bzw. Schaltungen. Aufgrund seiner Flexibilitat lasst sich das vorgestellte
Verfahren gleichzeitig im Rahmen der Prozesskontrolle und Produktentwicklung
einsetzen. Auf diese Weise eroffnet die Methode, Uber MalRnahmen zur
Qualitatssicherung und Kostenreduktion hinaus, auch diverse Moglichkeiten zur
Verkirzung der Produktentwicklungszeiten.

Laudatio

Herr Kordel hat im Zuge dieser Arbeit ein Verfahren zur automatisierten bertihrungs-
losen Inspektion planarer elektronischer Schaltungen entwickelt. Das Anwendungs-
gebiet erstreckt sich dabei sowohl auf die heute in Massenfertigung hergestellten LCD-
Displays als auch auf die an Bedeutung zunehmenden gedruckten Schaltungen in
organischer Elektronik. Dieses automatisierte Prufverfahren ist fur den laufenden
Produktionsprozess und auch fir die am Ende stattfindende Qualitatsprifung von
essentieller Bedeutung. Insbesondere fir die Fertigung von Flat Panel Displays, wie z.
B. moderner LCD-Bildschirme, war die Entwicklung eines solchen Prifverfahrens ein
wichtiger Schritt hin zur Qualitatssteigerung bei gleichzeitiger Kostenreduktion.
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